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我々は、電子線励起微小光源を用いた光ナノ
イメージング法の開発を進めている [1,2]。本
顕微鏡は、数 10ナノメートルの空間分解能で、
大気圧または液中での試料の実時間観察を可能
とする。ナノメートルサイズの微小光源は、集
束電子ビームを蛍光薄膜に照射することによっ
て励起する。電子ビームは、数ナノメートルの
領域に集束することができるため、微小な点光
源を蛍光薄膜上に励起することができる。本顕
微鏡では、試料観察において光をプロープとし
て用いるため、分光、蛍光、偏光などの光学顕
微鏡の観察手法と組み合わせることにより、試
料の光学的性質（吸収や屈折率など）を測定す
ることができ、定性分析が可能である。また電
子ビームは、電場もしくは磁場で高速に走査で
きるため、実時間で観察することができる。

図 1: 開発した光ナノイメージングシステム

図 1に我々が開発を進める電子線励起微小光
源を用いた光ナノイメージング法のプロトタ
イプを示す。本顕微鏡は、下部の走査型電子顕
微鏡 (SEM)と上部の光学顕微鏡で構成される。
SEMによって、数ナノメートルに集束した電
子ビームを、蛍光薄膜に照射する。電子ビーム
は、 蛍光薄膜で光に変換される。この発光し
た光により試料を照明する。試料と発光点を十
分に接近させることで、数十ナノメートルの微
小光源で試料を照明することができる。そのた
め、本顕微鏡は回折限界を超える分解能を実現
できる。試料からの透過、散乱光は、対物レン
ズで集光し、光電子増倍管により検出する。
図 2(A)に開発した光ナノイメージング法に

よって観察したチャイニーズハムスターの卵巣
細胞の観察結果を示す。図 2(B)は比較のため
に示した位相差顕微鏡に観察像である。細胞中
の微小顆粒が高分解能でかつコントラストよく
観察できていることが確認できる。

図 2: 観察した CHO細胞。(A)光ナノイメージ
ング法による観察結果、(B)位相差顕微鏡によ
る観察結果
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